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Foreword

T%t of document 77A/307/FDIS, future edition 1 of IEC 61000-4-29, prepared by SC 77A, Low-
freque phenomena, of IEC TC 77, Electromagnetic compatibility, was submitted to the IEC-CENELEC
parﬂ&tg and was approved by CENELEC as EN 61000-4-29 on 2000-11-01.

e

The foll g dates were fixed:

— latest da ich the EN has to be implemented
at national by publication of an identical
national stan r by endorsement (dop) 2001-08-01

he national standards conflicting
withdrawn (dow) 2003-11-01

— latest date by wi
with the EN have

Annexes designated "no
Annexes designated "infol
In this standard, annexes B ahd
Annex ZA has been added by

" are part of the body of the standard.

" are given for information only.

re normative and annex A is informative.
LEC.

7
§
@dorsement notice

The text of the International Standard IEC’@-4—29:2000 was approved by CENELEC as a European
Standard without any modification. ®
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Annex ZA
(normative)

with their corresponding European publications
*

)\ Normative references to international publications

This E/u@an Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications.
These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed
hereafter. ted references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications
apply to this pean Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated
references the edition of the publication referred to applies (including amendments).

NOTE When an intern@ﬂ publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant EN/HD
applies.

Publication Yeﬁ itle EN/HD Year

IEC 60050-161 1990 ational Electrotechnical Vocabulary - -
hapter.161: Electromagnetic ‘
co ﬂﬁty
IEC 61000-4-11 1994 Electro@netic compatibility (EMC) EN 61000-4-11 1994
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

)‘ COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —
2.
il Partie 4-29: Techniques d'essai et de mesure —
@ssais d'immunité aux creux de tension, coupures bréves et

variat@;de tension sur les accés d'alimentation en courant continu

(@)

AVANT-PROPOS

trotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée

€9 électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEIl a pour objet de

rnationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de

I’électricité et de I'électr e. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes internationales.

Leur élaboration est confi s comités d’études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le

sujet traité peut participer. ewnisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
g

de I'’ensemble des co
favoriser la coopératio,

liaison avec la CEl, partici alement aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I’Organisation
Internationale de Normalisation®(1SO), %elon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels WEI concernant des questions techniques, représentent, dans la mesure
du possible, un accord internation ur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’étugdes.

Les documents produits se présenten s la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques%ns techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

Dans le but d'encourager I'unification internatiefial€, les Comités nationaux de la CEIl s’engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possi les Normes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence en norme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs d ejte derniere.

La CEl n'a fixé aucune procédure concernant le marq omme indication d'approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré confor 'une de ses normes.

L'attention est attirée sur le fait que certains des élémen la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits logues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété e ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 61000-4-29 a été établie sous-comité 77A: Phénoménes
basse fréquence, du comité d’études 77 de la CEl: Compatibilité électromagnétique.

Elle constitue la partie 4-29 de la CEI 61000. Elle a le statut @nglication fondamentale en
CEM conformément au Guide 107 de la CEI.

Le texte de la présente norme est issu des documents suivants: /

FDIS Rapport de vote O
77A/307/FDIS 77A/313/RVD j

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute informatiomeé\'e vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3. L

L'annexe A est donnée uniquement a titre d’information. 0

L'annexe B fait partie intégrante de cette norme.
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N

FOREWORD

The IEC (Internatg ctrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotec | committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international cooperatio all questions concerning standardisation in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition ther activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical ¢ ittees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatety rk. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also particip Xthis preparation. The IEC collaborates closely with the International
Standardization Organization (ISO) ineaccordance with conditions determined by agreement between the two
organizations. /

)S ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

The formal decisions or agreeme@of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on thegelevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committee§

0

The documents produced have the for f recommendations for international use published in the form of

standards, technical specifications, tech' eports or guides and they are accepted by the National

Committees in that sense. A
|

In order to promote international unification, tional Committees undertake to apply IEC International

Standards transparently to the maximum ext ssible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard an the cor nding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter. /

The IEC provides no marking procedure to indicate it@roval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its st d

Attention is drawn to the possibility that some of the elemen this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifyini any or all such patent rights.

gnetic compatibility.

International Standard IEC 61000-4-29 has been pre % by subcommittee 77A: Low-

This standard forms part 4-29 of IEC 61000. It has the status@;basic EMC publication in

accordance with IEC Guide 107. Q

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting O

77A/307/FDIS 77A/313/RVD 6

voting indicated in the above table.

Full information on the voting for the approval of this standard can be foun%ort on

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3. L{S‘

Annex A is for information only.

Annex B forms an integral part of this standard.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2002. A cette
date, la publication sera

. onduite;

. rimée;
‘ 7 pe .y ’ . 7
I @cee par une édition révisée, ou
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2002. At this date, the publication will be

. Anfirmed;
re
ame

rawn;
L]

by a revised edition, or
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INTRODUCTION

La I 61000 est publiée sous forme de plusieurs parties séparées, conformément a la
staCtire suivante:

Partie/le Généralités
nsidérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Dé ns, terminologie
Partie 2: Env ment

Descriptiog”de,I’environnement
Classificatio I'environnement
Niveaux de co ibilité

Partie 3: Limites O
.

Limites d’émission
Limites d’'immunité (dan/dpnesure ou elles ne relevent pas de la responsabilité des
comités de produits)

Partie 4: Techniques d’essai et de r@ue

Techniques de mesure /O

Techniques d’essai ’ ®
Partie 5: Guides d’installation et d’atténuationL .

Guides d’installation

Méthodes et dispositifs d'atténuation é

Partie 6: Normes génériques 0
Partie 9: Divers ®

Chaque partie est a son tour subdivisée en plusieurs parti? bliées soit comme Normes
internationales, soit comme spécifications techniques ou rappor niques, dont certaines ont
déja été publiées en tant que sections. D’autres seront publiées so uméro de la partie, suivi
d’un tiret et complété d'un second chiffre identifiant la subdivision (e@( 61000-6-1).

La présente partie est une Norme internationale qui spécifie des m pératoires d’essai
concernant les creux de tension, les coupures breves et les variations de lon sur les acces

d'alimentation en courant continu. 5
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INTRODUCTION

IE?(OOO is published in separate parts, according to the following structure:

Pa@oneral

@xeral considerations (introduction, fundamental principles)

Def@ns terminology

Part 2: EnV|r

Descnpt@ the environment

CIaSS|f|cat the environment
Compatibility

Part 3: Limits ®:
Emission limits

Immunity limits (in so y( s they do not fall under the responsibility of the product
committees) &

Part 4: Testing and measurement t@iques

Measurement techniques O

Testing techniques

Part 5: Installation and mitigation gwdellneQﬁ

.
Installation guidelines

Mitigation methods and devices ®e

Part 6: Generic standards

Part 9: Miscellaneous 6 ®

Each part is further subdivided into several parts, published gi as International Standards,
technical specifications or technical reports, some of which already been published as
sections. Others will be published with the part number follo y a dash and a second

number identifying the subdivision (example: 61000-6-1).

This part is an International Standard which gives test procedures rela@o voltage dips, short
interruptions and voltage variations on d.c. input power ports.

6\
0
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

)\ Partie 4-29: Techniques d'essai et de mesure —
Essais d'immunité aux creux de tension, coupures breves et
éa&ions de tension sur les acces d'alimentation en courant continu

7
§
1 Domain@&gplication et objet

La présente part? la CEl 61000 définit les méthodes d’essais d’'immunité aux creux de
tension, aux coup réves et aux variations de tension appliqués a I'entrée de I'alimentation
en courant continu bags@tension des équipements électriques ou électroniques.

La présente norme s'applifue aux accés d'alimentation basse tension en courant continu
d'équipements alimentés p zréseau externe a courant continu.

4

L'objet de la présente norme ﬁi‘établir une référence commune et reproductible pour les
essais des équipements électri et électroniques en leur appliquant des creux de tension,
des coupures bréves et des variatiegs de tension au niveau des acces d'alimentation en
courant continu. a®

La présente norme définit les paramé@ ivants:

— la gamme des niveaux d'essai; ®
— le générateur d'essai; L/o
— les matériels d'essai; ®

— la procédure d'essai.

s'applique également aux modules ou sous-systé rsque la puissance assignée de

I'équipement sous test (EST) est supérieure a la cap u générateur d'essai spécifiee a

I'article 6. O

L'ondulation au niveau de l'entrée en courant continu n'est comprise dans le domaine
d'application de cette partie de la CEI 61000. Elle est couverte paMﬁ‘CEI 61000-4-171)

L'essai décrit s'appligue aux équipements et systé;s électrigues ou électroniques. Il

La présente norme ne précise pas les essais applicables a d areils ou systémes
particuliers. Son objectif principal est de fournir une référence de ba tous les comités de
produits concernés au sein de la CEIl. Les comités de produits (ou Qutilisateurs et les
fabricants d'équipements) restent responsables du choix approprié des essais et du niveau de
séveérité a appliquer a leurs matériels. 8

B
B

1) CEI 61000-4-17, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-17: Techniques d'essai et de mesure — Essai
d'immunité a I'ondulation résiduelle sur entrée de puissance a courant continu
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Voltage dips, short interruptions
and voltage variations on d.c. input power port immunity tests

®

)\ Part 4-29: Testing and measurement techniques —

This part of IEC €1000 defines test methods for immunity to voltage dips, short interruptions
and voltage variati pzthe d.c. input power port of electrical or electronic equipment.

This standard is applic@ to low voltage d.c. power ports of equipment supplied by external

d.c. networks. O

The object of this standar(ds( @ establish a common and reproducible basis for testing
electrical and electronic equi t when subjected to voltage dips, short interruptions or
voltage variations on d.c. input r ports.

This standard defines: @

— the range of test levels;
— the test generator; ’®
— the test set-up; !
.

— the test procedure. /

also applies to modules or subsystems whenever t T (equipment under test) rated power

The test described hereinafter applies to eIectriQ%nd electronic equipment and systems. It
is greater than the test generator capacity specified in clause 6.

The ripple at the d.c. input power port is not included | ope of this part of IEC 61000. It
is covered by IEC 61000-4-171) o

This standard does not specify the tests to be applied to part%apparatus or systems. Its
main aim is to give a general basic reference to IEC produc mmittees. These product
committees (or users and manufacturers of equipment) remain re ible for the appropriate
choice of the tests and the severity level to be applied to their equip

o
og
%
0

1) IEC 61000-4-17, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-17: Testing and measurement techniques —
Ripple on d.c. input power port immunity test
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2 Références normatives

L?Acuments normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui st faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 61000.
Podr références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne
s’apph t pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de
la CEI 0 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documgnts normatifs indiqués ci-aprés. Pour les références non datées, la derniére édition
du docum@(ormatif en référence s’applique. Les membres de la CEI et de I'lSO possedent
le registre rmes internationales en vigueur.

CEI 60050(161 abulaire électrotechnique international (IEV) — Chapitre 161: Compatibilité
électromagnétiqu

CEIl 61000-4-11, Co
mesure — Section 11:
de tension

ibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai et de
is d'immunité aux creux de tension, coupures bréves et variations

3 Définitions :/ .
Pour les besoins de la présemﬁ‘rtie de la CEIl 61000, les définitions de la CEl 60050(161)
s'appliquent, ainsi que les suiv S.

3.1

©
matériel soumis a I'essai /g
3.2 6:£

immunité (a une perturbation)

aptitude d'un dispositif, d'un appareil ou d'ur/@téme a fonctionner sans dégradation en
présence d'une perturbation électromagnétique

[VEI 161-01-20]

3.3 0
creux de tension

diminution brutale de la tension en un point du systéme@ e tension alimenté en continu,

suivie d'un rétablissement de la tension aprés une courte pégode de temps, comprise entre
guelgues millisecondes et quelques secondes ®

4

[VEI 161-08-10, modifié]

3.4 Q/

coupure bréve @
disparition de la tension d'alimentation en un point du systéeme bas ion alimenté en
continu, pendant une période de temps généralement inférieure ou é a 1 min. Dans la

pratique, un creux d'une amplitude minimale de 80 % de la tension assignée peut étre
considéré comme une coupure :

3.5

variation de la tension

modification graduelle de la tension d'alimentation vers une valeur inférieure ou sup ieﬁre ala
tension assignée. La durée de cette modification peut étre courte ou longue (S‘

3.6

mauvais fonctionnement

disparition de I'aptitude d'un équipement a remplir les fonctions prévues, ou exécution de
fonctions non prévues
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2 Normative references

T%Howing normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 61000. For dated references, subsequent amendments
to, ‘orgfevisions of, any of these publications do not apply. However, parties to agreements
base his part of IEC 61000 are encouraged to investigate the possibility of applying the
most r t editions of the normative documents indicated below. For undated references, the
latest editi f the normative document referred to applies. Members of ISO and IEC maintain
registers oaﬁently valid International Standards.

IEC 60050(16]gnternationa/ Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: Electro-

magnetic comp @/

IEC 61000-4-11, @magneﬁc compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measuring
techniques — Section &ltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

3 Definitions j
*

For the purposes of this part o@ 61000 the definitions of IEC 60050(161) and the following
definitions and terms apply.

@

equipment under test ®
3.2 L .
immunity (to a disturbance) /

an electromagnetic disturbance
[IEV 161-01-20]

3.3 0

voltage dip
a sudden reduction of the voltage at a point in the low voltag%ﬁstribution system, followed

the ability of a device, equipment or system to p@rg without degradation in the presence of

by voltage recovery after a short period of time, from a few conds up to a few seconds
[IEV 161-08-10, modified]

Ve,
3.4 @
short interruption /

the disappearance of the supply voltage at a point of the low voltage d@' tributed system for
a period of time typically not exceeding 1 min. In practice, a dip with am at least 80 % of

the rated voltage may be considered as an interruption.

3.5 @

voltage variation

a gradual change of the supply voltage to a higher or lower value than the rated age. The
duration of the change can be short or long.

3.6 0
malfunction

the termination of the ability of an equipment to carry out intended functions, or the execution
of unintended functions by the equipment.





